SEICB - Controle champ proche d’une bistabilité optique.
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Les micro- et nano-cavités permettent aujourd'hui un fort confinement du champ électromagnétique dans de trés petits volumes'. Ce confinement ouvre de nombreuses perspectives pour les
expériences d'électrodynamique quantique', de guidage et de stockage du champ électromagnétiqueii... L'augmentation de champ qui résulte de la mise en cavité favorise également les effets non linéaires
dus a l'interaction entre la lumiére et la matiére" qui peuvent se caractériser par des comportements bistables'. L'observation et la caractérisation de ces phénoménes dans des cavités en silicium ont fait
I'objet de diverses publications'. Nous allons montrer qu'il est possible de contrdler I'état de stabilité de la cavité (mono- ou bi-stabilité) avec une sonde champ proche.
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